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OBJETIVOS

Proporcionar ao pesquisador e interessado baseaedrexperimental para a analise estrutural e
composicional de materiais e filmes finos por n@gotécnicas de raios X e de feixes ibnicos com alta
energia.

PROGRAMA:
Principios tedricos e pratica experimental (conso de programas de micro-computador para analise
de dados experimentais) em:
Cristalografia
Difracéo de raios X (XRD)
Espalhamento de raios X a baixo angulo (SAXS)
Aplicagdes com Radiacdo Sincrotron (XANES e EXAFS)
Analise de Materiais por Feixes l6nicos (IBA)
Emisséo de Raios X Induzida por Protons (PIXE)
Retro-espalhamento Rutherford (RBS)
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ATIVIDADES E CRITERIO DE AVALIAC;AO

Deverdo ser formados grupos de 2 ou 3 alunos quebeedo amostras para as andlises por XRD,
SAXS, PIXE e RBS. Serédo realizadas 4 atividadeslatmsratorios de Cristalografia e no LAMFI. Os
resultados das andlises das experiéncias ser&eaf@éos na forma de relatorio.

A nota no curso sera calculada, com igual pesomédia dos relatérios em grupo das atividades
experimentais e da média das provas.
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data Aula Assunto

BLOCO | (Prof. Manfredo Tabacniks)

AGOSTO

5/8 Extra Aula Inaugural. Visita ao Laboratério deés@lografia e ao LAMFI.

12/8 FI-1 Revisdo: Interacdo de fotons (raios-X) cammatéria para analis
elementar: Absorcdo e emisséo de raios-X caratitess Interagéo d
jons energéticos com a matéria: Poder de freameexojtacdg
eletrnica, espalhamento elastico.

19/8 FlI-2 Raios-X para analise elementar: Fundameatdesnétodos XRF e PIXH.
Analise qualitativa e quantitativa elementar.

26/8 FI-3 Instrumentacdo, bases de dados e softyarasanalise e simulagcdo
espectros de raios X.

SETEMBRO

4e5/09 Extra Laboratério PIXE no LAMFI (1/2 diadeagrupo)

2/09 Fl-4 Fundamentos da Espectrometria de Retrdespahto Rutherford
RBS. Analise e interpretacdo de espectros RBS.

16/09 FI-5 Instrumentacdo, bases de dados e softywarasandlise e simulacdo
espectros RBS. Exemplos e exercicios.

18 e-19 /09 Extra Laboratério RBS no LAMFI. (1/2 dada grupo)

23/09 FI-6 Aplicagbes avancadas: Difusédo em filme®sfi rugosidade, filme
multicamada e multielementares; analise PIXE destnia® espessa
Analises PIXE em feixe externo.

30/09 FI-7 Apresentacdo e discussdo em sala dodadsslidas analises PIXE
RBS.

OUTUBRO

07/10 FI-8 PROVA: Métodos de andlise com feixes idnicos e com +4ios

BLOCO Il (Prof ® Marcia Fantini)

14/10 RX-1 Historico, propriedades e seguranca diagad X.

21/10 RX-2 Interacdo dos raios X com a matéria.

NOVEMBRO

4/11 RX-3 Geometria do estado cristalino.

11/11 RX-4 Difracéao de raios X aplicada ao estudomdeeriais.

18/11 RX-5 Célculo das intensidades difratadas.

18-21/11 Extra Laboratério de XRD no LCr.

25/11 RX-6 Espalhamento dos raios X pela matéria.

25-28/11 Extra Laboratério de SAXS no LCr.

DEZEMBRO

2/12 RX-7 Espectroscopia de absorcéo de raios X.

3-5/12 Extra Apresentacao e discusséo no LCr dostades de XRD e SAXS.

9/12 RX-8 | PROVA: absorcéo, difracado e espalhamento de raios X.




